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使用超快速单脉冲（UFSP）技术
实现精确的通道有效迁移率分析

    通道有效迁移率（μeff）通过载流子速度和驱动电流影响MOSFET（金氧半场效晶体管）的

性能。它是互补金属氧化物半导体（CMOS）技术的关键参数之一。它广泛用作各种技术开发

和材料选择中差异比较的基准。迁移率也是器件建模的一个基本参数。在器件缩减到纳米尺寸

和新的电介质材料引入的同时，迁移率的常规测量技术却不能解决这些问题，导致显著的测量

误差。于是，超快速单脉冲技术（UFSP）被开发出来，以克服这些缺点。了解更多信息。

想了解更多信息吗？
下载我们的免费在线应用指南，
学习如何使用UFSP技术。

对于带有HfO2/SiON电介质且具有相当快速的捕获能力
（fast trapping）的器件，由UFSP技术和常规技术分别
测得的迁移率的比较。

UFSP技术的工作原理图

获取关于您的应用的建议。
将问题发送给我们或加入我们的应用论坛的讨论。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57662
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57662
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57662
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57662
http://www.keithley.com.cn/data?asset=3599
http://www.keithley.com.cn/company/config_assistance
http://forum.keithley.com/
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为您解决所有问题，实现精确、
快捷、轻松的迁移率评估

　　通道载流子迁移率是材料选择和工艺开发的一个关键参数。但是，除了过程复杂外，常规技术

还带来一些困难，例如，速度慢，容易受快速捕获、Vd依赖性、电缆变动的影响，而且对栅极漏电

敏感。但是，实现吉时利4200-SCS型半导体参数测试仪、两个4225-PMU型超快I-V模块和四个4225
-RPM型远程放大器/开关单元的组合后，超快I-V源输出和测量就像用常规的高分辨率的源测量单元

（SMU）仪器进行直流测量一样简单。这一完整的解决方案提供了强大的、精确的、便捷的迁移率

评估所需要的一切，也可以作为CMOS技术的工艺开发、材料选择、器件建模的工具。

想了解更多信息吗？ 
下载我们的免费在线应用指南，
学习如何使用UFSP技术。

使用吉时利仪器的UFSP技术配置的图片

超快速单脉冲（UFSP）技术的实验连接。两个吉时利的双通道4225-PMU
模块用于执行瞬态测量。四个吉时利4225-RPM模块用于减少电缆的电容效

应，实现精度100nA以下的测量。

需要帮助、报价或订购？
拨打全国免费电话400-820-5835或
■ 发送Email至china@keithley.com下单或获取产品选型方面的帮助。
 ■ 在线联系我们获取产品定价或供货信息。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4200-SCS
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4225-PMU
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4225-PMU
http://www.keithley.com/data?asset=57662
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57662
http://www.keithley.com.cn/data?asset=57662
http://www.keithley.com.cn/data?asset=3599
mailto:china%40keithley.com?subject=Place%20an%20order
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4225-PMU
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高置信度氧化层击穿监测

　　氧化层的完整性是一个重要的可靠性问题，对现代超大规模集成电路的MOSFET器件而言尤为

如此，其中氧化层的厚度已被缩小到几个原子层。JEDEC 35标准（EIA/JESD35, 薄电介质的晶圆

级测试程序）描述了两种常用于监测氧化层完整性的晶圆级测试技术：斜坡电压（V-斜坡）和斜坡

电流（J-斜坡）。这两种技术为氧化物的评估提供了快速反馈。了解更多信息。

想了解更多信息吗？
下载我们的免费在线应用指南。

吉时利的4200-SCS型半导体特性
分析系统提供了一个高性价比的氧
化层可靠性测试的解决方案。了解
更多有关4200-SCS型的信息。

    V-斜坡测试程序从一个前期测试开始，用来确定初始氧化层的完整性。在前期测试中，施加一个恒定电压

（Vuse）并且测得氧化层泄漏电流。如果氧化层被确定为“好的”，就施加一个线性斜坡电压到该装置，直到

氧化物出现失效。若检测到电流突然增加到预期值的十倍，或测得的氧化层电流超过规定的指标，就表明检测

到氧化层的失效。在Vuse上进行的后期测试，用来确定被测器件的最终状态。提取的V-斜坡测量参数包括击穿

电压（VBD）和击穿电荷（QBD）。

开始

是

是

是
结束

No

否

初始化失败
测试停止

后期测试
施加电压Vuse测量电流I

决定故障类别

I > I µƛ

前期测试
施加电压Vuse测量电流I

施加电压Vstress
测量电流I

Vstress > Vmax

QBD = QBD *Tstep
Vstress – Vstress + Vstep

符合

获取关于您的应用的建议。
将问题发送给我们或加入我们的应用论坛的讨论。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=3599
http://www.keithley.com.cn/data?asset=3599
http://www.keithley.com.cn/data?asset=3599
http://www.keithley.com.cn/data?asset=3599
http://www.keithley.com.cn/centralized_display?mn=4200-SCS,4200-CVU,4200-CVU-UPGRADE,4200-CVU-PROBER-KIT,4205-PG2,4200-SCP2,4200-SCP2HR,4200-PIV-A,4200-PIV-Q,4200-FLASH&assetid=53778
http://www.keithley.com.cn/company/config_assistance
http://forum.keithley.com/
http://www.keithley.com.cn/centralized_display?mn=4200-SCS,4200-CVU,4200-CVU-UPGRADE,4200-CVU-PROBER-KIT,4205-PG2,4200-SCP2,4200-SCP2HR,4200-PIV-A,4200-PIV-Q,4200-FLASH&assetid=53778
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使用4200-SCS型半导体特性分析系统，
轻松获得您所需的、准确的氧化层完整性数据

    氧化层击穿监测要求器件能够提供精确的电压和电流驱动与测量、精确的

步进时间控制、自动化器件参数提取，以及先进的数据分析技术。4200-SCS
型的内置测试序列和交互式测试模块（Interactive Test Module，ITM）能力，

简化V-斜坡和J-斜坡测试算法的实施，如下面的V-斜坡测试序列所示的那样。

项目浏览器（Project Navigator）窗口显示了该测试序列，从一个前期测试

（预测试）开始，接下来是一个线性斜坡电压，直至氧化层击穿为止。后期

测试确定最终的器件状态。

V-斜坡项目测试序列
和测试定义

需要了解更多有关
4200-SCS型半导体

特性分析系统的详细信息？

下载数据表。

需要帮助、报价或订购？

拨打全国免费电话400-820-5835或
■
 
发送Email至china@keithley.com下单或获取产品选型方面的帮助。

■

 

在线联系我们获取产品定价或供货信息。 

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4200-SCS
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4200-SCS
http://www.keithley.com/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4200-SCS
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4200-SCS
http://www.tevetllc.com/documents/pdf/keithley/4200-SCS-ds.pdf
http://www.tevetllc.com/documents/pdf/keithley/4200-SCS-ds.pdf
mailto:china%40keithley.com?subject=Place%20an%20order
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
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顶部电极

晶态GST

 α/晶态GST

对先进的相变存储器器件进行特性分析

    相变存储器（PCM）单元是一种极小的硫族合金颗粒，通过电脉冲

集中加热，可以使之从有序的晶态（电阻低）相快速转变为无序的非晶

态（电阻高得多）相。晶态和非晶态相电阻率大小的差异使它们能够存

储二进制数据。开发新的PCM材料并优化器件设计的能力在很大程度上

取决于制造商对几个参数进行特性分析的能力：再结晶速率、数据保持、

循环耐久性、存储单元的电阻随时间的漂移、“读取”过程对存储数据

的影响情况、电阻-电流（RI）和I-V曲线。了解更多信息。

想了解更多信息吗？

下载我们的免费在线文章。

观看我们的网络研讨会，
相变存储器—基本原理
和测量技术。

GST（锗，锑和碲）是最有前景的PCM材料之一：在非晶态，其典型的电阻可以超过1MΩ；
在晶态，电阻范围从1到10kΩ。

获取关于您的应用的建议。
将问题发送给我们或加入我们的应用论坛的讨论。

热绝缘体

电阻（加热器）

底部电极

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=53267
http://www.keithley.com.cn/data?asset=53267
http://www.keithley.com.cn/data?asset=53267
http://www.keithley.com.cn/data?asset=53267
http://www.keithley.com/ws/144
http://www.keithley.com/ws/144
http://www.keithley.com.cn/company/config_assistance
http://forum.keithley.com/
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使用4225-PMU超快I-V模块
缩短PCM测试时间

    4225-PMU超快I-V模块为单个存储单元或小规模存储阵列的测试提供了理想的解决

方案，例如，需要在研发或工艺验证中对分离的单元进行测试的情形。因为4225-PMU
可以同时用于提供脉冲源和测量，故可缩短总测试时间。4225-PMU模块以及用于扩展

其灵敏度的4225-RPM远程放大器/开关可用于4200-SCS型半导体特性分析系统，其不

仅具有对PCM器件进行特性分析所必需的多种其他测量功能，而且能够让整个测试过程

自动化。

在存在负载电阻的情况下，实现高电阻态到低电阻态的动态转换将产生一条RI特征曲线，该曲线带
有回折(snapback)，即负电阻区域。回折本身并不是PCM或者PCM测试的特征，而是R负载技术的
副作用，人们很久以前就采用这种技术来获取RI和I-V曲线。4225-PMU模块消除了使用负载电阻的
必要，也就消除了回折的副作用。通过严密地控制电流输出的大小，可以对RI曲线中的低电流段进
行更精确的特性分析。4225型PMU模块能够提供电压源，同时以较高的精度测量电压和电流响应，
上升和下降时间短至20ns。

想了解更多关于4225-PMU的信息？
想了解更多有关超快I-V信号源和测量技术，

请下载超快I-V应用的电子书。

超快I-V
模块

远程
放大器

远程
放大器

需要帮助、报价或订购？
拨打全国免费电话400-820-5835或
■ 发送Email至china@keithley.com下单或获取产品选型方面的帮助。
■ 在线联系我们获取产品定价或供货信息。

 

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52833
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52833
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4225-PMU
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4225-PMU
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4225-RPM
http://www.keithleypromotion.com/files/Ultrafast_ebook_cn.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Ultrafast_ebook_cn.zip
mailto:china%40keithley.com?subject=Place%20an%20order
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
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对CMOS晶体管的偏压温度不稳定性的建模和监测

    开发大幅度微缩化的硅CMOS晶体管设计时，负偏压温度不稳定性（NBTI）的建模是一个挑战。久而久之，NBTI效应会导致晶体管的阈值电压（VT）

的漂移和亚阈值漏电流的显著上升，严重限制了晶体管的寿命和电路的性能。在器件开发中，对这些效应必须进行精确建模，而在工艺集成和生产中，则

必须对该参量进行监测。在对BTI的特性分析中，晶体管被交替地施加应力和进行特性分析。然而，BTI的机制容易受到弛豫效应的影响，这意味着应力被

去除的瞬间，晶体管就开始恢复，而且性能退化的现象就开始减退。在弛豫前表征退化现象，就需要使用超快I-V技术。了解更多信息。

一个典型的应力加载/测量波形，可以用来对BTI进行特性分析

获取关于您的应用的建议。
将问题发送给我们或加入我们的应用论坛的讨论。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52856
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52856
http://www.keithley.com.cn/company/config_assistance
http://forum.keithley.com/
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在4200-BTI-A超快BTI工具包中
找到NBTI和PBTI测量所需要的一切

想了解更多有关4200-BTI-A工具包的信息？
通过下载超快I-V应用电子书，发现超快I-V信号源
和测量技术如何应用于NBTI/PBTI测量。

      4200-BTI-A超快BTI工具包是业界最先进的NBTI/PBTI测试平台，具有对领先的硅CMOS技术

进行高级NBTI和PBTI测试所需要的一切：一个4225-PMU超快I-V模块，两个4225-RPM远程放大

器/开关，自动特性分析套件（ACS）软件，一个超快BTI测试项目模块和电缆。测试软件模块可

以方便地定义应力加载时间控制、应力条件控制，并实现多种多样的测试

控制序列，从点ID，On-the Fly（OTF），一直到ID-VG扫描。它允许恢复

以及性能退化的测量，而且与用于精密的弱信号测量的4200-SCS的DC 
SMU组合在一起可以提供前期应力加载和后期应力加载测量选项。

超快BTI测试软件模块支持点、步进扫描、平滑扫描和样品

测量类型。每种类型的时序由测试采样率和各个测量设置

所定义。为了得到更大的灵活性和易用性，该软件模块还

可以控制了测试序列的各元件之间的电压条件，即使定义

复杂的测试序列时也是如此。

需要帮助、报价或订购？
拨打全国免费电话400-820-5835或
■ 发送Email至china@keithley.com下单或获取产品选型方面的帮助。
■ 在线联系我们获取产品定价或供货信息。
 

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52856
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52856
http://www.keithleypromotion.com/files/Ultrafast_ebook_cn.zip
http://www.keithleypromotion.com/files/Ultrafast_ebook_cn.zip
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4200-BTI-A
mailto:china%40keithley.com?subject=Place%20an%20order
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
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学习如何解决当今半导体材料及器件特性分析中存在的挑战       |       更自信的测试

用极低频C-V测量对器件进行特性分析

      对半导体器件的电容测量，通常运用交流技术借助电桥式仪器来实现。这些交流

仪器通常在兆赫兹到几十赫兹的频率范围内进行电容和阻抗测量。然而，经常需要在更

低的频率下进行电容测量，以导出一些特定的器件的测试参数，例如，MOScaps、薄膜

晶体管（TFTs）和MEMS结构。低频C-V测试也用来对一些材料的慢捕获和释放现象进

行特性分析。能够进行准静态（或近乎直流）的C-V测量仪器常用于这些低频阻抗应用。

然而，4200-SCS半导体特性分析系统采用了全新的窄带技术，利用其集成化的源测量

单元（SMU）仪器的低电流测量能力，进行10mHz到10Hz范围内的指定低频上C-V测
试。这种新方法称为极低频C-V（VLF C-V）技术。了解更多信息。

想了解更多信息吗？
下载我们的免费在线应用指南。

观看我们的网络研讨会，
关于进行C-V测量您可能
不知道的四件事。

上图来自于CVU_ moscap _电压扫描测试，显示从4210-CVU模块获得的
高频数据和从VLF_电容_电压扫描测试获得的VLF C-V数据。

获取关于您的应用的建议。
将问题发送给我们或加入我们的
应用论坛的讨论。

图例

电压（V）

电
容
（

F）

MOSCAP C-V扫描
超低频（1Hz）和超高频（100KHz）

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=56371
http://www.keithley.com.cn/data?asset=52628
http://www.keithley.com.cn/data?asset=56371
http://www.keithley.com.cn/data?asset=56371
http://www.keithley.com.cn/data?asset=56371
http://www.keithley.com/ws/1396
http://www.keithley.com/ws/1396
http://www.keithley.com/ws/1396
http://www.keithley.com/ws/1396
http://www.keithley.com.cn/company/config_assistance
http://forum.keithley.com/
http://forum.keithley.com/
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使用4210-CVU C-V模块
使多频C-V测试像I-V测试一样容易

      4210-CVU直接插入4200-SCS机箱的九个插槽之一。它简化了从飞法（fF）到纳法（nF）、

频率从1kHz到10MHz的电容测量。该系统的用户友好的GUI简化了线性的或定制的C-V、C-f和
C-t扫描，数据点多达4096个。提供了专门针对I-V、C-V和电阻率测试进行优化的一个项目，

用来表征所有类型的光伏电池的特性，包括晶态、非晶态和薄膜光伏电池。

易于使用的GUI具有多种内置功能，包括：

■ 置信度检查，确保C-V结果的有效性

■ 轻松切换交流电流表，在不改变接线的前提下尽量减少噪声电平

■ 移动直流偏置源来精确控制被测器件的电场

■ 补偿电缆

■ 实时C-V测量，用来协助排除故障

需要更多的详细信息？
下载4200-SCS技术数据手册。

需要帮助、报价或订购？
拨打全国免费电话400-820-5835或
■ 发送Email至china@keithley.com下单或获取产品选型方面的帮助。
■ 在线联系我们获取产品定价或供货信息。
 

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4210-CVU
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4210-CVU
http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4210-CVU
http://www.keithley.com.cn/data?asset=4527
http://www.keithley.com.cn/data?asset=4527
mailto:china%40keithley.com?subject=Place%20an%20order
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
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让您的实验室测量具备晶圆级自动化水平

　　  半导体行业的面市时间和竞争压力很高。而且，随着工程师

将器件设计和工艺变革转移到流程集成，必须进行更高批量的实验

室测量来确保统计学的意义。吉时利的自动特性分析套件（ACS）
提供了实验室的自动化，制定圆片级或晶匣级（cassette，即传片

盒）测试计划开发和全自动探针台控制，来将实验室的工作产出提

升到新的水平。使用手动探针台和单个器件测量所用的仪器即可达

到与全自动测量相同的水平，确保一致的测量结果，并且更好地利

用宝贵的资产设备。了解更多信息。

想了解更多信息？
下载免费在线应用笔记：以ACS集成测试系统
实现实验室的自动化。

自动特性分析套件（ACS）用于控制吉时利S500集成

测试系统，用于实现从器件级至晶匣级的自动化，包括

对大部分标准自动化探针台的控制。使用直观的用户流

程（例如晶圆查勘（map）方式的定义和各种测试模块

与测试模式的定义），可以让建立和执行全自动测试并

实现晶匣级生产能力成为一项非常简单的任务。

获取关于您的应用的建议。
将问题发送给我们或加入我们的应用论坛的讨论。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=50751
http://www.keithley.com.cn/data?asset=50751
http://www.keithley.com.cn/data?asset=50751
http://www.keithley.com.cn/data?asset=50751
http://www.keithley.com.cn/company/config_assistance
http://forum.keithley.com/
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交钥匙系统实现实验室自动化、
圆片级可靠性，以及更多

      S500集成测试系统是高度可配置的、基于仪器的系统，用于器件级、圆片级或晶匣级的半导体

特性分析。S500集成测试系统建立在成熟的吉时利仪器之上，提供创新的测量功能和系统灵活性，

可根据您的需求扩展。独特的测量功能，再加上强大而灵活的自动特性分析套件（ACS）软件，提

供全方位的应用和功能，这是市场上其他同类系统所不能提供的。具体的功能和系统配置包括：

■ 全范围的源测量单元（SMU）仪器规格，包括亚fA测量,确保几乎对种类极为广泛的任何一种器

件的测量。

■ 脉冲发生和超快I-V，用于存储器特征参数提取、电荷泵、单脉冲PIV（电荷捕获分析）和PIV扫
描（避免自加热效应）。

■ 低或高通道数系统，包括并行测试，基于吉时利的具有系统功能和可扩展的SMU仪器。

■
 
高电压、电流和功率源测量仪器，用于测试功率MOSFET和显示驱动器等类型的器件。

■

 
开关、探针卡和综合布线，让系统一路连接到您的DUT。

了解更多信息。

需要更多的详细信息？
下载S500数据表。

体验基于吉时利S500集成测试系统的交钥匙完整解决方案。

这些高度可配置的系统可以集成广泛的测量功能，用于技

术开发的测试站。或者，利用ACS的自动化和S500系统以

及自动化的晶圆探针台实现高吞吐率、多器件的测试。

需要帮助、报价或订购？
拨打全国免费电话400-820-5835或
■ 发送Email至china@keithley.com下单或获取产品选型方面的帮助。

■ 在线联系我们获取产品定价或供货信息。
 

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=56420
http://www.keithley.com.cn/data?asset=56420
http://www.keithley.com.cn/data?asset=56420
http://www.keithley.com.cn/data?asset=56420
mailto:china%40keithley.com?subject=Place%20an%20order
http://www.keithley.com.cn/company/quick_quote
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用您选择的吉时利的高速度、高完整性
开关解决方案将系统捆绑到一起

　　　六槽707B型和单槽708B型半导体开关矩阵主机大大缩减了从命令下达到连接的时间，相比于

较早的主机设计，可以实现快得多的测试序列执行速度和更高的系统总产能。它们是专为实验室和

生产环境下的半导体测试要求而设计的，使用标准的三同轴连接器和电缆，提供超低电流的开关性

能。

 

■ 低漏电矩阵配置，每个主机多达576个交叉点

■ 切换I-V和C-V仪器，同时保持最高的低电平性能

■

 
提供高达1300V或1A的源输出能力和测量，不需要在各次

测试之间重新配置线缆

■

 
兼容所有的半导体参数分析仪

■

 
兼容为707A/708A主机设计的各种流行的插卡

■

 

支持远程（通过LXI、USB或GPIB接口）

和手动（通过前面板）编程

■

 
嵌入式测试脚本（TSP®）处理器和TSP-Link®接口，

简化将2600B系列系统数字源表仪器集成为高速、

完备的测试仪的过程。

需要了解更多有关707B或708B型开关矩阵主机

的详细信息？下载数据表。

通道数
板卡
配置

触点
配置

最高
电压

最大
电流

最大
功率

接触
电势

偏置
电流

最大建议
频率 连接类型 CE 注释

低电流

7072 8×12 矩阵
开关

2 个
form A

200 V 1 A 10 VA < 20 µV <1 pA 15 MHz 3-lug 
三同轴

是 优化半导体应用。

7072-HV 8×12 矩阵
开关

2 个
form A

1300 V 1 A 10 VA < 20 µV <1 pA 4 MHz 3-lug 
三同轴

优化半导体应用。

7174A 8×12 矩阵
开关

2 个
form A

200 V 2 A <100 fA 30 MHz 3-lug 
三同轴

是 优化半导体应用。

高频

7173-50 4×12 矩阵
开关

2 个
form C

30 V 0.5 A 10 VA < 15 µV <200 pA 200 MHz BNC 是

707B/708B 型开关卡选型指南

获取关于您的
应用的建议。

将问题发送给我们
或加入我们的应用论坛
的讨论。

 

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=54246
http://www.keithley.com.cn/data?asset=54246
http://www.keithley.com.cn/data?asset=54246
http://www.keithley.com.cn/data?asset=54246
http://www.keithley.com.cn/company/config_assistance
http://forum.keithley.com/
http://forum.keithley.com/
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在一个经济型机箱中完成开关和测量

需要更多的详细信息？
下载3700A系列数据表。

通道数 板卡配置 继电器类型 触点配置 最高电压 最大开关电流

3720 
60 (双 1×30) 多路复用器 锁存，机电式 2 个Form A 300 V 1 A 

3721 
40 (双 1×20) 多路复用器 锁存，机电式 2 个Form A 300 V (ch 1–40), 

60 V (ch 41–42) 
2 A (ch 1–40), 
3 A (ch 41–42) 

3722 
96 (双 1×48) 多路复用器 锁存，机电式 2 个Form A 300 V 1 A 

3723 60 (双 1×30) 
或 120 单极 (双 1×60) 多路复用器 干簧式 1 个Form A 200 V 1 A 

3724 60 (双 1×30) 多路复用器 FET固态继电器 2 个Form A 200 V 0.1 A 

3730 6×16 矩阵开关 锁存，机电式 2 个Form A 300 V 1 A 

3731 6×16 矩阵开关 干簧式 2 个Form A 200 V 1 A 

3732 448 个交叉点
(四路4×28) 矩阵开关 干簧式 1 个Form A 200 V 0.75 A 

3740 32 独立开关 锁存，机电式 28 个Form C,
4 个Form A

300 VDC/250 VAC 
(Form A) 

2 A (Form C), 
7 A (Form A) 

3750 40个数字I/O通道,
4个计数器/累加器

和2个隔离的模拟输出

I独立开关 无 无 无 无

3700A系列插卡选型指南

    吉时利3706A型系统开关/多用表是一个可升级的、仪器级的开关

和多通道测量解决方案，针对用于电子产品和元件的自动化测试进行了

优化。3706A型提供了六个用于插卡的插槽，其紧凑的、2U高度的

（3.5英寸/89mm）外壳可轻松满足中至高通道数的应用需求。满载时，

一台主机可支持多达576个双线多路复用通道，实现无与伦比的密度和

经济的单通道成本。高性能多用表提供了紧凑的集成开关和测量系统，

既能够在多功能测试系统中胜任严苛的应用要求，也能够在独立的数

据采集和测量应用中提供所需的灵活性。嵌入式测试脚本处理器（TSP®）

和TSP-Link®接口，简化了3706A型和2600B系列系统源表仪器的集成，

从而简化了更大的系统的构建。

获取关于您的应用的建议。
将问题发送给我们或加入我们的应用论坛的讨论。

http://www.keithley.com.cn
http://www.keithley.com.cn/data?asset=50810
http://www.keithley.com.cn/data?asset=50810
http://www.keithley.com.cn/data?asset=50810
http://www.keithley.com.cn/company/config_assistance
http://forum.keithley.com/
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联系我们：

咨询吉时利的应用工程师，并学习如何从您的吉时利产品得到最多的收益。      
 

 
   
  
 
  
   
   
    
    

吉时利仪器
 

邮箱：china@keithley.com 
 
 
 
 
 

通过电话，电子邮件或在线联系我们：

更自信的测试

说明书如有变动不另行通知。所有吉时利的注册商标或 商标名称都是吉时利仪器的财产。

所有其它注册商标或商标名称都是相应公司的财产。

此版本为中文译本，仅供参考。您购买或使用前请务必详细阅读本文件的英文原件。
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